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1. Urzadzenie do wybierania warstw in-
formacji w optycznym nosniku zapisu, po-
siadajacym stos warstw informacji na prze-
mian z warstwami przedzielajacymi, za-
opatrzone w zrédlo promieniowania oraz
srodki ogniskowania dla selektywnego ogni-
skowania wiazki promieniowania od zrodia
promieniowania na oddzielnych warstwach
informacji oraz uktad regulacji ostrosci
z serwomechanizmem, znamienne tym,
ze odleglo$¢ migdzyszczytowa krzywej S
uktadu regulacji ostrosci z serwomechaniz-
mem jest mniejsza lub réwna grubosci kazdej
warstwy przedzielajacej podzielonej przez
iloczyn 1,5 razy wspélczynnik zatamania
warstwy przedzielajacej.




Urzadzenie do wybierania warstw informacji
w optycznym nos$niku zapisu

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do wybierania warstw informacji w optycznym nosniku zapisu, posia-
dajacym stos warstw informacji na przemian z warstwami przedzielajacymi, zaopatrzone
w zrddio promieniowania oraz $rodki ogniskowania dla selektywnego ogniskowania wigzki
promieniowania od zZrdédla promieniowania na oddzielnych warstwach informacji oraz uktad
regulacji ostrosci z serwomechanizmem, znamienne tym, ze odleglos¢ miedzyszczytowa
krzywej S ukladu regulacji ostrosci z serwomechanizmem jest mniejsza lub réwna grubosci
kazdej warstwy przedzielajacej podzielonej przez iloczyn 1,5 razy wspoétczynnik zalamania
warstwy przedzielajacej.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze odleglo$¢ miedzyszczytowa krzy-
wej S uktadu regulacji ostrosci z serwomechanizmem jest mniejsza lub réwna grubosci kazdej
warstwy przedzielajacej podzielonej przez iloczyn 4 razy wspdtczynnik zatamania warstwy

przedzielajacej.
* % ¥k

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do wybierania warstw informacji w optycznym
nosniku zapisu. Urzadzenie jest zaopatrzone w zrédto promieniowania oraz w $rodki nasta-
wiania ostro$ci dla selektywnego zogniskowanej wiazki promieniowania emitowanej ze
Zrédta promieniowania na oddzielne warstwy informacji oraz w uklad regulacji ostroéci z ser-
womechnizmem.

Wielowarstwowy nos$nik zapisu zawiera stos warstw informacji oddzielonych wzajem-
nie od siebie za pomoca warstw przedzielajacych, w ktorym kazda warstwa informacji moze
zawiera¢ informacj¢. Duza pojemno$¢ zapamigtywania informacji takiego nosnika zapisu po-
wigksza jego wygodeg zastosowania w pordwnaniu do no$nikéw zapisu z pojedyncza warstwa
oraz zmniejsza cen¢ medium na jednostk¢ zapamigtanej informacji. Kazda warstwa informa-
cji moze by¢ odczytywana niezaleznie od innych warstw informacji za pomoca wiazki pro-
mieniowania. Zaleznie od typu nosnika zapisu, informacja moze by¢ zapisywana na warstwie
informacji podczas wybierania i/lub informacja juz zapisana moze by¢ odczytywana lub kaso-
wana. Warstwy informacji w stosie moga by¢ wybierane za pomocg wiazki promieniowania,
ktéra jest z jednej strony nosnika zapisu wigzka padajaca. Do wybierania oddzielnych warstw
informacji, wysoko$¢ lub polozenie osiowe plamki wybierajacej utworzonej za pomocq
wiazki promieniowania sa zmienne. Zawarto$¢ informacji nosnika zapisu moze by¢ ponadto
zwigkszona przy zastosowaniu nosnika zapisu w postaci dwustronnego nosnika zapisu. Wow-
czas stos warstw informacji znajduje si¢ po obu stronach nosnika zapisu i kazdy stos moze
by¢ wybierany z réznych stron nosnika zapisu. Stos warstw informacji moze znajdowacé si¢ na
podlozu, ktdre korzystnie jest przezroczyste, jesli stos jest wybierany poprzez podioze.

Zaleca si¢ maksymalizowaé liczbg¢ warstw informacji w celu uczynienia zawartosci
informacji nosnika zapisu tak duzego jak to mozliwe, przez to zmniejszajac koszt na jedno-
stke informacji. Jednakze liczba warstw informacji dobranych w stosie jest ograniczona przez
maksymalng grubos¢ stosu oraz jednoczesnie, przez wymagana minimalng wzajemna od-
leglos¢ warstw informacji. Minimalna wzajemna odleglos¢ jest okreslona przez przeshJch
warstw informacji, np. jako$¢ sygnaléw generowanych w wyniku prom1emowan1a przy-
chodzacego z wybieranej warstwy, jest pod szkodliwym wplywem promieniowania przy-
chodzacego z innych warstw informacji. Europejskie zgloszenie patentowe nr 0 605 924
ujawnia system zapamigtywania informacji, w ktorym minimalna odleglo$é pomigdzy warstwami
informacji jest okre$lona przez wymagania dopuszczalnego przestuchu pomig¢dzy sygnalami
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informacji przestawiajacymi informacje zapamietana w warstwach informacji. Jednak niektore
uklady tego typu posiadaja jako ceche ujemna to, ze $ledzenie warstw informacji za pomocg
plamki wybierajacej wylacza sig, co stanowi trudnos¢.

Europejskie zgloszenie patentowe nr 0 517 491 ujawnia system zapamigtywania infor-
macji zawierajacy urzadzenie do czytania warstw informacji w wielowarstwowym no$niku
zapisu. Urzadzenie jest zaopatrzone w nastawny kompensator aberracji sferycznej dla kom-
pensacji aberracji sferycznej, na ktéra jest narazona wigzka promieniowania urzadzenia, kiedy
przechodzi przez material nosnika zapisu. Poniewaz warstwy informacji sa umiejscowione na
réznych wysoko$ciach w nosniku zapisu, urzadzenie stosuje wlasciwe ustawienie kompensa-
tora dla kazdej warstwy informacji. Ujemng strong tego znanego systemu zapamig¢tywania in-
formacji jest to, ze nalezy stosowa¢ oddzielne kompensacje dla kazdej warstwy informacji.
Kompensator, ktéry moze to zrealizowac¢ jest skomplikowany i stosunkowo drogi. Stosunko-
wo niski koszt nosnika zapisu na jednostk¢ informacji jest wigc przeciwstawiony stosunkowo
drogiemu urzadzeniu wybierania.

Urzadzenie do wybierania warstw informacji w optycznym nosniku zapisu, posia-
dajacym stos warstw informacji na przemian z warstwami przedzielajacymi, zaopatrzone w
Zrodlo promieniowania oraz srodki ogniskowania dla selektywnego ogniskowania wiazki pro-
mieniowania od zrédia promieniowania na oddzielnych warstwach informacji oraz ukiad re-
gulacji ostrosci z serwomechanizmem, wedlug wynalazku wyréznia si¢ tym, ze odleglosé
miedzyszczytowa krzywej S uktadu regulacji ostrosci z serwomechanizmem jest mniejsza lub
réwna grubosci kazdej warstwy przedzielajacej podzielonej przez iloczyn 1,5 razy wspétczyn-
nik zatlamania warstwy przedzielajacej.

W korzystnym rozwiazaniu odleglo$é¢ miedzyszczytowa krzywej S ukiadu regulacji
ostroéci z serwomechanizmem jest mniejsza lub réwna grubosci kazdej warstwy przedzie-
lajacej podzielonej przez iloczyn 4 razy wspotczynnik zalamania warstwy przedzielajace;j.

Optyczny nos$nik zapisu stosowany w rozwigzaniu wedlug wynalazku posiada wiele
warstw zapisu na réznych wysokosciach. Warstwy zapisu sg oddzielone przez warstwy prze-
dzielajace. Nosnik zapisu jest odczytywany za pomoca zogniskowanej wiazki promieniowa-
nia o trwatej kompensacji aberracji sferycznej. Odleglo$¢ pomiedzy najwyzsza i najnizsza
warstwg informacji jest mniejsza niz wartos¢ 2d okreslona przez

34n3/l~/;

2d = >

gdzie: (n? - 1 )t

n jest wspoiczynnikiem zatamania warstw przedzielajacych,

A jest dlugoscia fali w prézni wigzki promieniowania NA jest rozwarto$cig optyczna

liczbowg zogniskowanej wigzki promieniowania a,

r wynosi 0,05.

W korzystnym przypadku r wynosi 0,01.

W rozwigzaniu wedlug wynalazku mozna wybiera¢ warstwy informacji we wilasciwy
sposob, a jednoczesnie system posiada stosunkowo niska cene.

Wynalazek oparty jest na rozpoznaniu, ze rozpigto$¢ wplywu przestuchu zalezy od typu
sygnatu pochodzacego od promieniowania przychodzacego od warstwy informacji. Godne
jest uwagi, ze przestuch pomiedzy sygnatami bledu serwomechanizmu moze da¢ powdd do
ostrych wymagan dla minimalnej odlegtosci. W uktadzie regulacji ostrosci z serwomecha-
nizmem, za pomoca ktorego urzadzenie utrzymuje plamk¢ wybierajaca na warstwie informacji,
ktéra ma by¢ wybierana, ksztalt krzywej S, np. krzywa odpowiedzi ukladu regulacji ostrosci
z serwomechanizmem jako funkcja odleglosci pomi¢dzy plamka wybierajaca i warstwa infor-
macji, podlega wplywom sasiedniej warstwy informacji. Na ogét krzywa ta posiada dodatnie i
ujemne ekstremum, podczas gdy zero przechodzace pomigdzy nimi jest punktem w stosunku
do ktorego uklad z serwomechanizmem steruje polozenie. Wspomniana ponizej minimalna
warto$¢ grubosci wywoluje duzy przesluch. Minimalna grubos¢ warstwy przedzielajacej
wynosi w przyblizeniu 18 n pm dla ukladu regulacji ostrosci z serwomechanizmem z odleglo$cia



4 180 658

miedzyszczytowa 12 pm. Specjalny ukiad regulacji ostrosci z serwomechanizmem skonstruowany
do wybierania wielowarstwowych nosnikéw zapisu posiada odlegtos¢ migdzyszczytowa 8 um,
tak ze minimalna grubo$¢ warstwy przedzielajacej wynosi 12 pum. Minimalna grubos$¢ warstwy
przedzielajacej zapewnia nosnikowi zapisu wysoka gesto$é informacji, lub niski koszt na jed-
nostke informacji, oraz warstwy informacji, ktére moga by¢ we wiasciwy sposdb wybierane.

Stos warstw informacji moze by¢ wybierany przez zadowalajaco skorygowana plamke
wybierajaca, podczas stosowania pojedynczej, stalej 1 odpowiednio wybranej kompensacji
aberracji sferycznej. Poniewaz aberracja sferyczna nie jest juz kompensowana dla kazdej war-
stwy informacji oddzielnie jak w znanym systemie, $rodki ogniskowania mogg by¢é wykonane
prosciej, zmiejszajac koszt urzadzenia wybierajacego. Aberracka sferyczna, na ktéra jest nara-
zona zogniskowana wigzka promieniowania w funkcji grubosci materiatu, przez ktéry wiazka
przechodzi, wydaje si¢ by¢ wystarczajaco mala dla rozsadnie duzego zakresu grubosci, kto-
rych zakres jest umiejscowiony symetrycznie wokot grubosci, dla ktérych wiazka promienio-
wania jest dobrze skompensowana. Przez kompensacj¢ wigzki promieniowania w taki sposob,
ze plamka wybierajaca jest w zasadzie wolna od aberracji sferycznej w przyblizeniu potowy
wysokosci stosu, mozliwe jest wybieranie warstw informacji umiejscowionych wewnatrz
wspomnianego zakresu po obu stronach tej polowy wysoko$ci z dostatecznie niska aberracjg
sferyczng. To zapewnia mozliwo$¢ wybierania stosu warstw informacji za pomoca $rodkéw
wiazki wybierajacej, ktora jest raz skompensowana pod wzgledem aberracji sferyczne;.
Urzadzenie odpowiednie do wybierania nosnika zapisu posiadajace pojedynczy stos potrzebuje
wiec tylko pojedynczej, trwatej kompensacji aberracji sferycznej. Poniewaz zespét kompensacji
moze by¢ wbudowany do cze¢sci sktadowej, ktéra jest juz obecna w urzadzeniu, na przyklad
obiektywu, konstrukcja urzadzenia moze by¢ znacznie uproszczona. Znacznie prostsza kom-
pensacja aberracji sferycznej zgodnie z wynalazkiem zmniejsza koszt urzadzenia wybie-
rajgcego. Ponadto, cechy wynalazku mogg by¢ korzystnie wprowadzone do systemu
zapamietywania informacji z wlasciwa minimalng odlegloscia warstwy informacji zgodnie
z wynalazkiem, a zastosownie nie jest do tego ograniczone.

Poniewaz aberracja sferyczna na skutek przecinanej grubosci materialu nosnika zapisu
zalezy od wspélczynnika zatamania materiatu oraz od rozwartosci optycznej liczbowej wiazki
promieniowania, rozmiar wspomnianego zakresu dostatecznie matej aberracji sferyczne;j
bedzie takze zaleze¢ od tych parametréw. Poniewaz wysoko$¢ najbardziej zewnetrznych
warstw informacji powinna znajdowaé si¢ wewnatrz tego obszaru dla prawidtowego wybierania,
maksymalna grubos$¢ stosu jest funkcja wspétczynnika zatamania materialu stosu oraz rozwar-
tosci optycznej liczbowej srodkéw ogniskowania.

Rozmiar zakresu wystarczajaco malej aberracji sferycznej, wewnatrz ktérej warstwy in-
formacji mogg by¢ jeszcze wybierane z wystarczajaca jakoscia, jest okreslony przez dopusz-
czalne pogorszenie si¢ jakosci plamki wybierajacej, jak okreslono przez urzadzenie
wybierajace. Pogorszenie si¢ jakosci prowadzi do mniej zadowalajacej detekcji sygnatdéw ele-
ktrycznych pochodzacych od promieniowania przychodzacego z nosnika zapisu. Pogorszenie
si¢ jakosci, ktore jest maksymalnie dopuszczalne dla okreslonego systemu zapamigtywania
informacji, moze by¢ wyrazone w elementach natgZzenia Strehla plamki wybierajacej. Nat¢Zzenie
Strehla jest znormalizowanym maksymalnym nat¢Zeniem rozkfadu promieniowania plamki
wybierajacej. Jesli nie ma aberracji, nat¢zenie Strehla wynosi 1, a dla duzych aberracji nat¢Zenie
Strehla zdaza do 0. Je$li maksymalnie dopuszczalne zmniejszenie sie natezenia Strehla na
skutek aberracji sferycznej jest dane przez r, rozmiar zakresu zalezy od r oraz maksymalna
grubos$é stosu korzystnie zalezy takze od r.

Jesli warstwy informacji posiadaja takg grubo$¢, ze na wiazke réwniez dostrzegalnie
wplywa wspdtczynnik zalamania warstw informacji, parametr n powinien by¢ srednig wazong
wspolczynnikéw zatamania warstw przedzielajacych i warstw informacji zamiast wspolczyn-
nika zatamania warstw przedzielajacych. Jesli wspolczynniki zatamania warstw przedzie-
lajacych i/lub tych warstw informacji sa rozne, parametr n powinien by¢ $rednig wazona tych
réznych wspétczynnikéw zalamania.
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Jesli warstwy informacji sa wybierane poprzez przezroczyste podloze, aberracja sfery-
czna wywolana w tym podlozu powinna byé¢ skompensowana przez zespol ogniskowania.
Na ogdl, podloze posiada male zmiany grubosci wewnatrz pewnej tolerancji grubosci
podioza. Jesli aberracja sferyczna na skutek podioza posiadajacego nominalng grubo$¢ jest
skompensowana, zmiany grubosci wywohuja nie skompensowana aberracje sferyczna w wiazce
promieniowania. Ta dodatkowa aberracja sferyczna zajmuje miejsce czg$ci wspomnianej
maksymalnie dopuszczalnej aberracji sferycznej systemu zapamigtywania informacji, tak ze
dopuszczalna aberracja sferyczna powstala w stosie jest zmniejszona.

Nie wybrane biezaco warstwy informacji dajg stosunkowo duza, nie zogniskowang
szkodliwa plamke¢ promieniowania na powierzchni czulej na promieniowanie, powodujac
przestuch. Uklad regulacji automatycznej z serwomechanizmem do sterowania pozycji osio-
wej plamki wybierajacej, np. uklad ogniskowania z serwomechanizmem, bedzie poddany
wplywowi przestuchu. Aby zminimalizowaé przestuch na sygnale bledu ostrosci, powierz-
chnia czuta na promieniowanie uktadu detekcji ostrosci powinna by¢ mala. Jednak powierzchnia
czuta na promieniowanie powinna posiadaé¢ minimalny wymiar, aby umozliwi¢ wygenerowanie
zadowalajacego sygnahu bledu ostrosci. Dlatego, minimalny wymiar jest korzystnie wigkszy
niz 1,5 razy $rednica wspomnianej plamki. Wspomniana odleglo$é migdzyszczytowa krzywej S
8 um moze by¢ zrealizowana w takim uktadzie detekcji ostrosci. Maksymalny wymiar powie-
rzchni czulej na promieniowanie jest korzystnie w przyblizeniu réwny podwojne] Srednicy
wspomnianej plamki promieniowania. Mozliwe jest stosowanie ukltadu detekcji ze stosun-
kowa duza powierzchnig czulg na promieniowanie, jak dlugo zaspokaja si¢ powyzsze wyma-
gania wymiarowe przez rozmieszczenie diafragmy w wiazce promieniowania, ograniczajac
rozpieto$¢ promieniowania padajacego na powierzchni¢ czulg na promieniowanie. Wyni-
kajace zmniejszenie przestuchu pomigdzy sygnatami biedu ostrosci powoduje, ze mozliwe
jest zmniejszenie odleglo$ci minimalnej pomiedzy warstwami informacji.

Na ogdt, urzadzenie do wybierania nosnikéw zapisu jest zaopatrzone w uklad umiejsco-
wienia z serwomechanizmem, dla utworzenia plamki wybierajacej wigzki promieniowania,
aby wybraé $ciezki warstwy informacji, w ktérych zapamigtana informacja jest rozmieszczona.
Taki uktad regulacji automatycznej z serwomechanizmem bedzie réwniez podlegal wplywom
przestuchu na skutek biezacych warstw nie wybranych informacji znajdujacych si¢ w poblizu
plamki wybierajacej. Aby zminimalizowaé ten wptyw, powierzchnia czuta na promieniowanie
uktadu detekcji umiejscowienia korzystnie posiada najwiekszy wymiar mniejszy niz 3 razy
$rednica plamki promieniowania na ukladzie detekcji umiejscowienia, kiedy wiazka promie-
niowania jest optymalnie zogniskowana na jednej z warstw informacji. Minimalny wymiar
jest korzystnie wigkszy niz srednica wspomnianej plamki dla wlasciwej detekcji. Ta minimalna
warto$é jest nizsza niz wspomniana minimalnej wartosci dla ukladu detekcji ostrosci, ponie-
waz uklad umiejscowienia z serwomechanizmem potrzebuje dziata¢ jedynie wtedy, kiedy pla-
mka ogniskujaca jest zogniskowana na warstwie informacji, wytwarzajac w ten sposob
stosunkowo mala plamkg na ukladzie detekcji, podczas gdy ukiad regulacji ostrosci z serwo-
mechanizmem musi dziata¢ takze, gdy plamka wybierajaca nie jest wlasciwie zogniskowana
na warstwie informacji, w ten sposdb wytwarzajac plamke wieksza niz plamka zogniskowana.
Takie urzadzenie jest szczegdlnie odpowiednie dla taczenia w calos¢ systemu pamieci zgod-
nie z pierwszym i drugim aspektem wynalazku.

Niektore typy urzadzenia wybierajacego sa zaopatrzone w $rodki rozdzielajace umiesz-
czone na $ciezce optycznej pomiedzy zrédlem promieniowania a $rodkami ogniskowania, dla
wytworzenia dwdch serwowigzek oraz jednej gléwnej z wiazki promieniowania, przy czym
dwie serwowiazki sa stosowane do wytworzenia sygnatu bledu umiejscowienia. Zgodnie
z wynalazkiem, przesluch sygnaléw bledu umiejscowienia moze by¢ zmniejszony w takim
urzadzeniu przez wybranie mocy wiazki gléwnej, aby byla mniejsza niz 6 razy, a korzystnie 4
razy, od mocy w kazdej serwowiazce. Przestuch wydaje si¢ by¢ spowodowany przez promie-
niowanie pasozytnicze gléwnej wiazki odbitej przez warstwe informacji, ktéra nie jest
biezaco wybierana, a pada na uklad serwodetekcji. W urzadzeniu wedlug wynalazku ilosé
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promieniowania w serwowigzkach jest wigksza niz ilo§¢ promieniowania pasozytniczego
wiazki gtéwnej w potozeniu detektorow czulych na promieniowanie uktadu detekcji umiejs-
cowienia. Zmniejsza to wplyw promieniowania pasozytniczego i w ten sposéb przestuch,
a pozwala przez to na mniejszg grubo$¢ przedzielajacg. Nosnik zapisu wedtug wynalazku jest
odpowiedni do odczytywania za pomoca $rodkéw zogniskowanej wiazki promieniowania,
uzywajac trwalej kompensacji aberracji sferycznej. Taki nos$nik zapisu moze by¢ wybierany
za pomocyg stosunkowo taniego urzadzenia wybierajacego, w ten spos6b zmniejszajac koszt
systemu zapami¢tywania informacji.

System, w ktérym narzucono ostre wymagania jakosci plamki wybierajacej wymaga
nos$nika zapisu, w ktérym wysoko$¢ stosu jest mniejsza niz poprzednio wspomniano.

Rozwiazanie wedlug wynalazku zostanie objasnione w przykladzie wykonania na ry-
sunku, na ktérym fig. 1 przedstawia optyczny system zapamigtywania informacji wedlug wy-
nalazku, zawierajacy nosnik zapisu oraz urzadzenie wybierajace, fig. 2 - trzy uklady detekcji
urzadzenia, fig. 3 - polozenie trzech plamek na warstwie informacji, fig. 4 - sygnatl bledu
ostroéci jako funkcje przemieszczenia osiowego plamki wybierajacej, a fig. 5 przedstawia no-
$nik zapisu wybierany poprzez podtoze. Identyczne oznaczenia liczbowe elementéw na roz-
nych figurach rysunku, odnosza si¢ do tych samych czgsci sktadowych.

Na figurze 1 przedstawiono optyczny system zapamigtywania informacji wedlug wyna-
lazku. System zawiera wielowarstwowy optyczny nosnik zapisu 1 posiadajacy stos 2 trzech
warstw informacji 3, 4 i 5, oddzielonych za pomocg przezroczystych warstw przedzielajacych
6 1 7. Kazda warstwa informacji odbija przynajmniej cze$¢ promieniowania padajacego na nia,
podczas gdy warstwy 3 i 4 przepuszczaja przynajmniej czgsé promieniowania padajacego na nie.
Kazda warstwa informacji posiada rownolegle $ciezki 8, ktdre sg prostopadte do plaszczyzny
rysunku, a pokazane sa tylko dla warstwy informacji 3. Informacja moze by¢ zapamigtana
jako optycznie czytelne obszary (nie pokazane na figurze) pomigdzy lub w $ciezkach 8. Obszary
czytelne moga zawieraé zaglebienia lub wypuklosci w warstwie informacji oraz obszary ze
wspoéliczynnikiem odbicia lub kierunkiem magnesowania réznym od ich otoczenia. System
ponadto zawiera urzadzenie 10 do wybierania (przeszukiwania) warstw informacji. Urzadze-
nie zawiera zr6dlo promieniowania 11, na przyklad laser diodowy, wytwarzajacy wiazke pro-
mieniowania 12. Rozdzielacz wiazki 13, na przyklad czeSciowo przezroczyste zwierciadlo,
wysyla wigzke w kierunku zespotu ogniskowania 14, na przyklad obiektywu, ktory ogniskuje
wigzke w plamke wybierajacg 15 na jednej z warstw informacji 3, 4 lub 5. Czgs¢ promiento-
wania odbitego przez warstwe informacji jest przestana do ukladu detekcji 16 przez obiektyw
14 oraz rozdzielacz wiazki 13. Kiedy nosnik zapisu 1 jest rachomy w stosunku do plamki wy-
bierajacej 15, w plaszczyznie warstw informacji, plamka wybierajaca begdzie przeszukiwaé
$ciezke na jednej z warstw informacji. Wigzka promieniowania odbita przez warstwg infor-
macji bedzie modulowana przez informacj¢ zapamigtana w warstwie informacji, ktdrej modu-
lacja moze byé detektowana przez uklad detekcji 16. Uklad detekcji 16 oraz elektroniczny
obwdd przetwarzajacy 17 przetwarza modulacj¢ w elektryczny sygnat informacji S, reprezen-
tujacy informacje przeczytana z nosnika zapisu. Plamka wybierajaca 15 moze by¢ potozona
na rownej warstwie informacji przez zmiang¢ polozenia plamki wzdtuz osi optycznej obie-
ktywu 14, na przyklad przez zmiang potozenia osiowego obiektywu lub przez zmiang polozenia
wszystkich sktadowych czgséci optycznych urzadzenia, np. Zrédta promieniowania, rozdzielacza
wiazki, obiektywu oraz uktadu detekc;ji.

Urzadzenie 10 jest zaopatrzone w ukiad regulacji ostrosci z serwomechanizmem w celu
utrzymania plamki wybierajacej 15 wiasciwie zogniskowanej na warstwie informacji podczas
ruchu warstwy w stosunku do plamki. Sygnal bledu ogniska S, np. sygnatl reprezentujacy
odleglosé¢ osiowa pomigdzy plamka wybierajaca i warstwa informacji, moze by¢ otrzymana
za pomocg tak zwanego sposobu astygmatycznego, znanego z opisu patentowego USA
nr 4, 023, 033. W tym celu powierzchnia czula na promieniowanie uktadu detekcji 16 jest
podzielona na cztery kwadraty 16a, 16b, 16c i 16d, jak pokazano w fig. 2, a kazdy kwadrat
jest potaczony z obwodem przetwarzajacym 17. Sygnal informacji S; moze pochodzi¢ z czterech
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kwadratéw przez zsumowanie sygnaléw poszczegélnych kwadratow. Dla wiasciwe]j detekc;ji
btedu ostrosci, urzadzenie 10 wprowadza astygmatyzm w promieniowaniu padajacym na
uklad detekcji 16, na przyklad za pomoca rozdzielacz wiazki 13. W nastepstwie, ksztatt plam-
ki promieniowania na uktadzie detekcji 16 zmienia si¢ jako funkcja blgdu ostrosci pomigdzy
ksztattami 18, 19 oraz 20, jak pokazano na fig. 2 dla plamki wybierajacej ponizej warstwy
informacji, w ognisku na warstwie informacji oraz powyzej warstwy informacji. Sygnat bledu
ostrosci S; moze pochodzi¢ z sumowania sygnatéw z przeciwnych kwadratéw do dwoch syg-
naléw sumy oraz uksztattowania sygnatu réznicowego dwoch sygnalow sumy. Sygnat bledu
ostrosci S;, jest uzyty jako wejsciowy dla serwoobwodu ostrosci 21, ktéry zawiera serwoele-
ktronike. Sygnatl wyjsciowy obwodu 21 uzyto do sterowania silnikiem liniowym 22, ktéry
moze zmieni¢ pozycje osiowa obiektywu 14, w ten sposoéb wywierajac wplyw na blad ostrosci.

Urzadzenie 10 jest takze zaopatrzone w promieniowy uklad regulacji automatycznej
z serwomechanizmem w celu utrzymywania plamki wybierajacej 15 na $ciezce warstwy info-
rmacji. Promieniowy sygnat bledu, np. sygnal przedstawiajacy odlegto$¢ pomigdzy Srodkiem
plamki wybierajacej 15 oraz lini¢ $rodkowsa $ciezki 8, ktéra ma by¢ wybierana, moze by¢
otrzymany za pomoca tak zwanego sposobu podwdjnej wiazki, znanej na przyktad, z opisu
patentowego USA nr 3,876,842. W tym celu urzadzenie 10 jest zaopatrzone w zespoét dzielacy
23, korzystnie krate, umieszczona na drodze wiazki promieniowania 12. Krata rozszczepia
wiazke 12 na wiazke + pierwszego, - pierwszego oraz zerowego rzedu, np. pierwsza wigzke
umiejscowienia 24, druga wiazk¢ umiejscowienia 25 oraz gtéwna wiazke 26. Ze wzgledu na
przejrzystos¢ rysunku, przedstawiono tylko pelne $ciezki pierwszej wiazki umiejscowienia
oraz gléwnej wiazki. Dwie wiazki umiejscowienia oraz gléwna wigzka sa zogniskowane
w trzy plamki na warstwie informacji, ktéra ma by¢ wybierana za pomocg obiektywu 14, np.
na warstwie informacji 3 dla sytuacji przedstawionej na fig. 1. Przesuniecie na fig. 1 pomigdzy
pozycjq pierwszej wigzki umiejscowienia 24 oraz gldwna wiazka 26 w polozeniu obiektywu
14 zostalo wyolbrzymione ze wzgledu na przejrzystos¢. Na figurze 3 przedstawiono polozenie
trzech plamek uksztaltowanych na warstwie informacji 3 dla przypadku, kiedy nie ma blgdow
promieniowych umiejscowienia. Skok Sciezki lub okres $ciezki wynosi q. Sciezka 27 jest
Sciezka, za ktora plamka wybierajaca musi wlasnie podazaé. Pierwsza oraz druga wigzka
umiejscowienia tworza plamke umiejscowienia 28 oraz plamke¢ umiejscowienia 29, odpo-
wiednio. Plamka wybierajaca 15 utworzona przez gldwna wigzke 26 jest umiejscowiona na
$ciezce 27. Jesli nie ma bledu umiejscowienia, jak na fig. 2, odleglo$¢ pomiedzy plamka
umiejscowienia oraz linia Srodkowa $ciezki 27 wynosi x,. Wartos¢ x zalezy od drogi, po ktorej
promieniowy sygnal bledu umiejscowienia pochodzi od promieniowania w wigzkach umiejs-
cowienia. Elementarnymi warto$ciami sa q/4, q/2 oraz 3q/4. Jak pokazano na fig. 1, promie-
niowanie dwdch wigzek umiejscowienia 24 i 25 odbitych przez warstwe¢ informacjt jest
przesylane do uktadéw detekcji 30 i 31, odpowiednio, przez obiektyw 14 oraz rozdzielacz
wiagzki 13. Uklady detekcji 30 i 31 sa polaczone z obwodem przetwarzajacym 17, ktéry wpro-
wadza promieniowy sygnat bledu S, przez odejmowanie dwoch sygnaldow z ukiadow detekeji
301 31. Promieniowy sygnal bledu S, zastosowano jako wejsciowy dla promieniowego obwodu
serwo 32, ktéry zawiera serwoelektronike. Sygnat wyjsciowy obwodu 32 zastosowano do ste-
rowania silnikiem liniowym 22, ktéry moze réwniez zmieni¢ poprzeczng pozycje obiektywu 14,
w ten sposob wywierajac wplyw na btad promieniowy.

Generalnie, obecno$¢ warstw informacji w poblizu warstwy informacji, na ktorej
gléwna wiazka 26 jest zogniskowana, bgdzie wywiera¢ wptyw na sygnatl bledu ostrosci S;
w formie przestuchu, jak bedzie wyjasnione w odniesieniu do fig. 4. Figura ta pokazuje syg-
nat bledu ostrosci S; jako funkcj¢ przemieszczenia osiowego z plamki wybierajacej 15.
Krzywa 35 jest tak zwang krzywa S dla warstwy informacji 3. Krzywa pokazuje dwa ekstre-
ma 36 i 37 oraz przejécie przez zero 38 pomig¢dzy ekstremami. Kiedy plamka wybierajaca jest
na pozycji osiowej wskazanej przez przejscie przez zero 38, plamka wybierajaca znajduje sie
w plaszczyZznie warstwy informacji 3. Podczas wybierania tej warstwy, uklad regulacji ostro-
$ci z serwomechanizmem, zawierajacy uklad detekcji 16, obwdd przetwarzajacy 17, obwod
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serwo ostrosci 21 oraz silnik liniowy 22, beda probowaé utrzymaé plamke wybierajaca na
przejsciu przez zero 38. W tym samym czasie sasiednia warstwa informacji 4 wytwarza syg-
nal bledu ostroéci z krzywa S 39 powodujac przeshuch na krzywej S 35. Calkowity sygnat
bledu ostrosci jest suma krzywych S réznych warstw informacji. Krzywa S 39 powoduje
uchyb ustalony w przejsciu przez zero 38 krzywej S 35, konczacy si¢ na przejsciu przez zero
catkowitego sygnatu bigdu ostrosci w pozycji z, rd6znej od pozycji przejscia przez zero 38.
Plamka wybierajaca 15 nie bgdzie nastepnie umiejscowiona w warstwie informacji 3, ale w
pozycji posredniej pomiedzy warstwami informacji 3 i 4. Uchyb ustalony moze by¢ do unik-
nigcia przez zwigkszenie odleglosci pomigedzy krzywymi S 35 i 39. Blisko$¢ krzywych S réw-
niez powoduje asymetri¢ w ksztalcie krzywych, ktére moga konczy¢ si¢ na zagadnieniach
obejmujacych uklad regulacji ostrosci z serwomechanizmem. Odstep pomiedzy krzywymi S
korzystnie musi by¢ wzu;ty jako co najmniej 4 razy odlegto$¢ migdzyszczytowa S, krzywej S,
aby unikna¢ wspomnianego uchybu ustalonego oraz asymetrii. Odno$na mlmmalna odlegtosc
pomigdzy warstwami informacji wynosi 4 n S, ze wspolczynnikiem zalamania n warstwy
przedzielajacej 6 pomigdzy dwoma warstwami mformac;l Maksymalna odleglo$¢ wynosi ko-
rzystnie 8 n S dla wysokiej gestosci informacji no$nika zapisu.

W przyﬁladne wykonania urzadzenia wedlug wynalazku, minimalna odlegto$¢ pomie-
dzy warstwami informacji moze by¢ zmniejszona przez zmniejszenie przestuchu sygnatow
bledu ostrosci. Przestuch wystepuje na skutek promieniowania z nie biezaco wybieranych
plaszczyzn informacji i padajacych na uklad detekcji 16, jak to juz wyjasniano. Poniewaz
biezaco nie wybierane plaszczyzny informacji nie leza w plaszczyznie plamki wybierajacej 15,
promieniowanie z tych plaszczyzn nie bgdzie w ognisku na ukladzie detekcji 16, i dlatego po-
wstaje stosunkowo duza plamka promieniowania na czulej na promieniowanie powierzchni
uktadu detekcji. Czula na promieniowanie powierzchnia uktadu detekcji 16 jest ograniczone
przez zewngtrzny prostokat elementu 16 z fig. 2. W przykladzie wykonania urzadzenia
wedlug wynalazku, rozmiar powierzchni czulej na promieniowanie jest mniejszy niz w trady-
cyjnych urzadzeniach. Najwigkszy wymiar powierzchni czulej na promieniowanie jest korzy-
stnie mniejszy niz 3 razy $rednica plamki promieniowania utworzonej na powierzchni, kiedy
wiazka promieniowania jest optymalnie zogniskowana na warstwie informacji. Wowczas
wplyw promieniowania z nie wybieranych warstw informacji jest stosunkowo maty i, w na-
stepstwie, takze przestluch. Najwigkszy wymiar powierzchni czutej na promieniowanie jest
korzystnie wigkszy niz 1,5 razy wspomniana $rednica plamki promieniowania, poniewaz
mniejsze wymiary spowoduja, ze cz¢$¢ promieniowania w ksztattach 18 oraz 20 na fig. 2
pada na strong zewngtrzng powierzchni czulej na promieniowanie, w ten sposéb zmniejszajac
wielkos¢ sygnatu bigdu ostrosci tak dobrze jak wartoé¢ S,. Dla uktadu detekcp 16 z fig. 2
znaczy to, ze dtugos¢ przekatnej powierzchni kwadratowe; czulej na promieniowanie jest ko-
rzystme w zakresie pomiedzy 1,5 a 3 razy érednica ksztattu 19. Srednica plamki 30 pm kof-
czy si¢ na zakresie przekqmej od 45 do 90 pm, z wartosmq najkorzystmejszat 60 um. Srednica
plamki promieniowania jest tak zwana $rednica najmniejszego rozproszema kledy stosuje si¢
sposéb ogniskowania astygmatycznego. Dla 1nnych plamek promieniowania $rednica jest
rowna Srednicy kota obejmujacego 90% energii plamki.

Efekt uktadu malej detekcji 16 na krzywych S wskazanego za pomocq linii przerywa-
nych na fig. 4. Catkowita szerokos$¢ kazdej krzywej S jest zmniejszona do mniej niz dwa razy
dhugosé S, a skutkiem tego réwniez przestuch krzywej S 39 na krzywej S 35. Minimalna od-
leglosc warstw informacji moze by¢ teraz zmniejszona do 1,5n S,. Maksymalna odleglosé
wynosi korzystnie 3n S, Wybrana odleglos¢ wewnatrz zakresu wynosi 2 n S, Wybrana od-
leglos¢ wewnatrz zakresu wynosi 2 n S,. Kiedy odleglosé¢ ledzyszczytowa wyn051 12 pm,
a wspolczynnik zalamania warstw przecrmelajqcych wynosi 1,56, grubo$¢ warstwy przedzie-
lajacej korzystnie wynosi pomiedzy 26 um a 56 pm, z wybrang wartoscig 37 pum. Uklad regulacji
ostrosci z serwomechanizmem specjalnie zaprojektowany dla wybierania wielowarstwowych
no$nikéw zapisu posiada odlegto$¢ miedzyszczytowa 8 um. Osiagnieto to przez zwigkszenie
rozwartosci optycznej liczbowej padajacej wigzki promieniowania na uklad detekcji 16 oraz
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przez wprowadzenie wlasciwej podstawy astygmatyzmu w wigzce. Wspomniana odleglo$é
migdzyszczytowa 8 um oraz wspétczynnik zatamania 1,56, daja wybrany zakres grubosci od
19 um do 37 yum. Maly uchyb ustalony ostrosci na skutek przestuchu w nizszym koncu zakre-
su, moze byé skompensowany za pomoca elektronicznego uchybu ustalonego. Wartosé ele-
ktronicznego uchybu ustalonego korzystnie zalezy od grubosci warstw przedzielajacych oraz
od wspolczynnika odbicia warstw informacji.

Jakkolwiek powyzsza dyskusja jest oparta na ukladzie regulacji ostrosci z serwomecha-
nizmem zgodnie ze sposobem astygmatycznym, wynalazek nie jest ograniczony do tego spo-
sobu. Moze on by¢ zastosowany w kazdym ukladzie zawierajacym uklad regulacji ostrosci z
serwomechnizmem posiadajacy krzywa S. Przyklady takich ukltadéw z serwomechanizmem
ujawniono w opisie patentowym USA nr 4,533,826 stosujac sposob Foucaulta lub sposoéb kli-
nowy oraz w japonskim zgloszeniu patentowym nr 60-217 535 stosujac sposoéb rozmiaru
wiazki. Dla wydtuzonego detektora Foucault'a z dzielona powierzchnia, najwigkszy wymiar
powierzchni czulej na promieniowanie jest okreslony jako szeroko$¢ calkowita wspomniane;j
powierzchni mierzonej prostopadle do jej linii podziatu.

Bliskos$¢ nie wybieranych warstw informacji obok plamki wybierajacej takze powoduje
przeshuch w promieniowym sygnale bledu S, ktory powstaje w mniej wigcej ten sam sposob
jak przestuch w sygnale bledu ostrosci S;. Promieniowanie dwéch wigzek umiejscowienia 24, 25
odbitych od biezaco wybieranej warstwy informacji daje umiarkowanie matg plamke promie-
niowania na kazdym z ukladéw detekcji 30 i 31. Promieniowanie odbite od biezaco nie wy-
bieranych warstw informacji daje stosunkowo szeroka plamke promieniowania na uktadach
detekcji 301 31 i powinien by¢ dlatego zmniejszony, o ile to mozliwe. Dtugos¢ przekatnej po-
wierzchni czulej na promieniowanie kazdego z ukladow detekeji korzystnie ma zasig¢g pomig-
dzy 1 a 3 razy srednica plamki promieniowania na powierzchni utworzonej przez wiazke
umiejscowienia optymalnie zogniskowana na warstwie informacji. Rozszczepienie powierz-
chni czulej na promieniowanie za pomoca linii podzialu uwaza si¢ za powierzchni¢ poje-
dyncza dla okreslenia jej dtugosci.

Promieniowanie gtéwnej wiazki 26 odbitej od strony biezaco nie wybieranych warstw
informacji tworzy plamke promieniowania scentrowang na ukladzie detekcji 16 w zaleznosci
od grubo$ci warstw przedzielajacych, ktéra okresla rozmiar plamki, promieniowanie plamki
moze pas¢ na uklady detekcji 30 1 31. Poniewaz nat¢zenie glownej wiazki jest na ogot w zasa-
dzie wigksze niz nat¢zenie wigzek umiejscowienia, przestuch promieniowania od gléwnej
wigzki na promieniowym sygnale blgdu moze by¢ znaczny. Przeshuch jest zmniejszony zgodnie
z wynalazkiem przez wybor mocy w gléwnej wiazce tak, aby byla mniejsza niz sze$é razy
moc w kazdej z wigzek $ledzenia. Zmniejszona moc w gldwnej wiazce jest wystarczajaca do
zapisania i skasowania informacji w wigkszosci typéw warstw informacji.

Powyzsze dwie miary do zmniejszenia przeshuchu pomiedzy promieniowymi sygnatami
biedu sq niezalezne od zastosowanego sposobu wytwarzania promieniowego sygnatu bledu.
Przyklady sposobdw, w ktorych jedna lud dwie z powyzszych miar moga by¢ zastosowane,
sa sposobem przeciwsobnym jednej wigzki jak ujawniono w opisie patentowym USA
nr 4.057.833, sposobem przeciwsobnym dwéch wiazek, jak ujawniono w europejskim opisie
patentowym nr 0 201 603 oraz sposobem trzech wiazek, jak ujawniono w opisie patentowym
USA nr. 3.376.842.

Aberracja asferyczna na ktora jest narazona gléwna wiazka 26 podczas poprzecznego
przenikania przez material nosnika zapisu 1, moze by¢ skompensowana przez wprowadzenie
aberracji sferycznej o ré6znym znaku w wigzce. Obiektyw 14 moze dziata¢ jako kompensator
przez zaprojektowanie soczewki takiej, ze wprowadza ona stopien aberracji sferycznej w
wigzce wymagany dla pewnej wysokosci plamki wybierajacej 15 w nosniku zapisu. Taki
obiektyw jest znany z europejskiego opisu patentowego nr 0 146 178 (US 4 668 056). Kiedy
wysokos$¢ plamki wybierajacej odchyla si¢ od wysokoséci dla ktérej aberracja sferyczna jest
skompensowana, dodatkowa, nieskompensowana aberracja sferyczna jest wprowadzona do
glownej wiazki. Wywoluje to zmniejszong jako$¢ plamki wybierajacej 15, ktéra moze by¢
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wynikiem zmniejszenia r natg¢zenia Strehla plamki wybierajace. Warto$¢ dodatkowej aberracji
jest nieparzysta funkcja odchylenia wysokosci, dajaca w wyniku plamki wybierajace dla do-
datnich i ujemnych odchylen wysokosci z réznymi rozktadami nat¢zenia. Pomimo tych roz-
nych rozktadéw natezenia, jako$¢ sygnatu informacji S, okazuje si¢ zaleze¢ od odwrotnej
warto$ci kwadratu aberracji. Dlatego istnieje zakres grubosci z tylko malym zmniejszeniem
jakosci sygnatu informacji, ktory to zakres jest umiejscowiony symetrycznie wokot grubosci,
dla ktérej wigzka promieniowania jest skompensowana. Rozpig¢tos¢ zakresu jest okreslona
przez minimalna jakos$¢ sygnalu informacji jaka jest wymagana przez uktad. Rozpigto$¢ moze
by¢ réwniez wyrazona w przeliczeniu na maksymalnie dopuszczalne zmniejszenie r nat¢zenia
Strehla skutkiem aberracji sferycznej. Na ogo6l projektant urzadzenia wybierajacego posiada
zapas tolerancji na zmniejszenie natezenia Strehla wskutek wszystkich aberracji optycznych.
Czeéé zapasu bedzie przydzielona dla zmniejszenia spowodowanego przez aberracj¢ sfe-
ryczna. Ta cze$¢ okresla rozpigto$¢ wspomnianego zakresu.

Zgodnie z wynalazkiem, stos 2 warstw informacji jest umieszczony wewnatrz zakresu
grubosci z dopuszczalnym zmniejszeniem jakosci sygnatu informacji. Kiedy wysoko$¢ naj-
bardziej zewnetrznych warstw informacji stosu miesci si¢ wewnatrz zakresu grubosci,
wszystkie warstwy informacji moga by¢ wybierane z dobrze poprawiong plamka wybierajaca.
W celu optymalnego wykorzystania zakresu, taki stopien aberracji sferycznej wprowadzono
do glownej wiazki, ze plamka wybierajaca jest w zasadzie wolna od aberracji sferycznej w
przyblizeniu w polowie wysokosci stosu. Jesli rozpigto$¢ zakresu, np. grubo$¢ maksymalna
stosu 2, jest przedstawiona przez 2d, wtedy:

34n3/1w[l_‘

2d = — 4
- 1) (N3)

gdzie: (n

n jest wspélczynnikiem zalamania warstw przedzielajacych,

A jest dlugoscia fali w prozni wiazki promieniowania, a

NA jest rozwartoscig optyczna liczbowg obiektywu 14.

Jesli uktad posiada nastepujace wartosci parametréw: A = 780 nm, n = 1,56, NA = 0,52
oraz r = 0,05; to 2d = 215 um. Dlatego, wysokos¢é stosu warstw informacji uktadu moze wy-
nosi¢ az do 215 pum. Wszystkie warstwy informacji w stosie mogg by¢ woéwczas wybierane za
pomocg urzadzenia z wystarczajaco skorygowana plamka wybierajaca. Jesli urzadzenie po-
siada odleglo$é migdzyszczytowa krzywej S 12 pum z polaczong optymalng odlegloscig
warstw informacji 37 um, wtedy stos moze zawiera¢ pie¢ warstw informacji.

Na figurze 5 przedstawiono nosnik zapisu 40 zawierajacy przezroczyste podioze 41.
Podioze posiada na jednej stronie wejsciowa powierzchnie czolowa 42, na ktérej gléwna
wigzka 26 jest wiazka padajaca, a na drugiej stronie stos 2 zawiera warstwy informacji 3, 4
oraz 5. Gléwna wigzka jest skorygowana dla aberracji sferycznej wprowadzonej przez
podioze posiadajace nominalng grubos¢ oraz przez p6t grubosci stosu 2. Dodatkowa aberracja
sferyczna skutkiem zmian grubosci podloza zmniejsza maksymalna grubosc¢ stosu. Dla powy-
zszego zestawu wartosci parametrow, migdzyszczytowa tolerancja grubosci 100 um podtoza
oraz wspoétczynnik zatamania 1,56 tworzywa podioza, maksymalna grubo$¢ stosu jest dana
przez 215 - 100 = 115 um. Ten stos moze zawiera¢ trzy zamiast pi¢ciu warstw informacji.
Inny przyktad uktadu wedtug wynalazku, z nosnikiem zapisu jak pokazano na fig. 5, ktérego
uklad jest mniej tolerancyjny dla aberracji sferycznej, posiada wartosci parametréw: A = 635 nm,
n=1,56; NA = 0,52; S, = 8 um, r = 0,01 oraz tolerancj¢ grubosci podtoza 40 pm. Rozpigtos¢
2d zakresu jest wowczas rowna 78 pm, a maksymalna grubosé stosu zapisu wynosi 78 - 40 =
38 pm. Optymalny odst¢p 2 n S, warstw informacji w stosie jest réwny 25 um. Dlatego, stos
moze zawiera¢ dwie warstwy informacji. Aby dalej zmniejszy¢ przestuch bedacy wynikiem
bliskosci warstw, odstep moze byé powigkszony do 38 pm, bez wywierania wplywu na ma-
ksymalng ilo$¢ informacji, ktéra ma by¢ zapamig¢tana w nosniku zapisu. Warstwy informacji
takiego nosnika zapisu moga by¢ wybierane przez urzadzenie z pojedyncza, trwata kompen-
sacja aberracji sferyczne;j.
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Wspétczynnik zalamania jednej lub wigcej warstw przedzielajacych moze by¢ rowny
jeden, np. warstwa przedzielajaca jest powietrze. Jako przyklad, warstwa przedzielajaca 6 z
fig. 5, moze posiada¢ wspolczynnik zatamania réwny 1. Nosnik zapisu 40 zawiera woéwczas
podioze 42 z warstwa informacji 3 bedaca na przyklad wyttaczang powierzchnia podloza,
oraz warstwy informacji 4 i 5 bedace dwoma powierzchniami ptytki tworzacej warstwe prze-
dzielajaca 7. Plytka oraz podloze sg utrzymywane w wymaganej odleglosci za pomocg pier-
$cieni dystansowych, ktére nie sg pokazane na figurze. Z powyzszej formuly jest jasne, ze
rozporka powietrzna nie przyczynia si¢ do aberracji sferycznej. Dlatego, maksymalna grubos¢
stosu 2 jest woéwczas rowna sumie wartosci 2d, jak obliczono ze wzoru stosujac wspotczynnik
zalamania warstwy przedzielajacej 7 oraz grubo$¢ warstwy przedzielajacej 6, zmniejszonej
przez tolerancje na grubosci podioza, jesli to konieczne. Zastepujac stalg warstwe przedzie-
lajaca przez warstwe powietrzng zwieksza si¢ mozliwa liczb¢ warstw informacji w stosie o jeden.

Jesli wspélczynnik zatamania podtoza nie jest réwny wspélczynnikowi zatamania
warstw przedzielajacych, maksymalna dodatkowa aberracja sferyczna podtoza musi by¢ naj-
pierw obliczona, a wynikajace zmniejszenie nat¢zenia Strehla musi by¢ odjete od maksymal-
nego dopuszczonego zmniejszenia skutkiem aberracji sferycznej. Pozostajace zmniejszenie
moze by¢ wowczas uzyte do obliczenia maksymalnej grubosci stosu.

Nosnik zapisu moze by¢ zaopatrzony w osobny stos warstw informacji. Urzadzenie do
wybierania tych warstw powinno by¢ zaopatrzone w nastgpny kompensator aberracji sfery-
cznej, ktorego kompensator wymaga jedynie jednego ustawienia kompensacji dla kazdego
stosu warstw.

Cecha wybierania stosu warstw informacji z pojedyncza kompensacja aberracji sferycz-
nej moze by¢ korzystnie zwigzana z wlasciwoscig minimalnej odleglosci warstw informacji.
Zmniejszenie minimalnej odleglosci zwigksza liczbe informacji tak, ze dostosowuje stos o pe-
wnej grubosci. Dlatego, takie zmniejszenie zwigksza gestos$¢ informacji nosnika zapisu oraz
liczbe warstw informacji, ktére moga by¢ wybierane z pojedyncza kompensacja. W ten spo-
sOb zmniejszenie to dostarcza nosnika o duzej gestosci zapisu oraz urzadzenia wybierajacego
o stosunkowo niskim koszcie. Jednak zastosowanie nie jest ograniczone do potaczenia tych
dwoch wilasciwoscei. Jako przyklad, uktad stosujacy wspomniang pierwsza wlasciwosé, a bez
wspomniane]j drugiej wlasciwosci, wybiera nosnik zapisu z dwoma wigzkami promienio-
wania. Plamka wybierajaca pierwszej wiazki jest prowadzona przez warstwe informacji, pod-
czas gdy polozenie plamki wybierajacej drugiej wiazki jest sprzezone z pierwsza plamka
wybierajaca i wybiera jedna lub wigcej innych warstw informacji. Dlatego, nie ma przestuchu
pomiedzy serwosygnatami bledu, a odlegtosé warstw informacji moze byé zmniejszona. Wy-
soko$¢ stosu jest ograniczona przez sferyczng aberracje, na ktdra jest narazona druga wiazka,
zgodnie ze wspomniang pierwsza wlasciwoscia. Przyklad ukladu stosujacego wspomniang
druga wlasciwo$¢ a bez wspomnianej pierwszej wlasciwosci, zawiera kompensator aberracji
sferycznej dostarczajacy oddzielna kompensacje¢ dla kazdej warstwy informacji. Minimalna
odlegtos¢ pomigdzy warstwami informacji jest okre$lona przez przestuch na sygnatach bledu
dla uktadow regulacji ostrosci i/lub umiejscowienia z serwomechanizmem, podczas gdy nie
ma wymagania na maksymalna wysokos¢ stosu warstw informacji.
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